
世界で初めて、半導体レーザーの性能が分かるだけでなく、その製品の良否も判

 

定できる半導体検査装置の開発・販売に成功し、今では半導体レーザー検査装置

 

でシェア６０％を誇る。
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今では、顧客ニーズに基づき、様々な機種

 

の検査装置を開発・販売している。例えば、

 

パッケージ化された半導体レーザーで最大２

 

０００素子の電気的諸特性（順電流対光出力、

 

順電流対電圧、レーザーの波長、レーザー

 

ビームの拡がり角、偏光角など）を高速に自

 

動測定・選別する装置やチップ状態の半導体

 

レーザーを低温、常温及び高温状態で高速に

 

測定し、特性別に分類する装置がある。

 

その他にも、槽内密閉による外部温度コン

 

トローラ機能を有することで、半導体レー

 

ザーの電気的・光学的諸特性の温度依存性を

 

自動測定できる装置もある。

同社は、世界で初めて、半導体レーザーの

 

性能が分かるだけでなく、その製品の良否も

 

判定できる半導体検査装置の開発・販売に成

 

功した。しかし、当初の装置は、１０個の半

 

導体レーザーをカートリッジに埋め込み、性

 

能を１つずつ順番に測っていたため、１０個

 

を調べるのに２０分近くかかってていた。そ

 

の後の開発により、半導体レーザーのいろい

 

ろな性能を同時並行的に測定し、１個当たり

 

の測定時間を３秒以内と従来の装置より４０

 

倍以上早く測定ができる装置の開発・販売に

 

成功したことで、今では、半導体レーザー検

 

査装置でシェア６０％を獲得し、国内有数の

 

メーカーとして君臨している。
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